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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -

N

PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale dg normatisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la GE CEl a_pour objet de

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout éregsé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne entales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collakore etrQitement “avec/l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par/ascord e nisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les question iq eprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, éta S & omitég nationaux intéressés

3) Les documents produits se présentent sous la forme de i interhationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ides gréés comme tels par les Comités

nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internatjonale ationaux/de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, ationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergenceg entre la e da _la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en termeg clairsdans cettendernigre.
5) La CEIl n’a fixé aucune procg e % e indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand ur\matexje| est deslaré confeo a Mane de ses normes.

droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
g propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

¢ la premiére édition de la CEIl 61326-1 parue en 1997, son
endement 2 (2000). Elle en constitue une révision technique.

Le rapport de vote 65A/348/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Les indications générales données dans le Guide 107 de la CEl ont été suivies.
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Les annexes A, B, C, D, E et F font partie intégrante de la présente norme.
La version frangaise n'a pas été soumise au vote.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

Le contenu du corrigendum de juillet 2002 a été pris en considération dansg emplaire.
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INTRODUCTION

Les instruments et les matériels concernés par la présente norme peuvent souvent étre trés
dispersés d'un point de vue géographique et il peuvent étre amenés a fonctionner dans des
conditions d'environnement trés différentes.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé a proximité, soit soumis a I'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial des
Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Toutefois, le matériel est appelé a fonctionner sans dégradation excessiye-dans un environ-
nement électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité indiquées dans la présente
norme ont été choisies a partir de cette hypothése. Les risques particuliers, dus parexemple a
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MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE, DE COMMANDE
ET DE LABORATOIRE -
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale énonce les prescriptions minimales relatives a l'immunité et
aux émissions concernant la compatibilité électromagnétique (CEM) pour les matériels
électriques fonctionnant a partir d'une source d'alimentation inférieure a/1 008 V en courant
alternatif ou 1 500 V en courant continu ou a partir du circuit mesuré, Prévus pour un usage
ant les\matériels

et les dispositifs informatiques pour:

— la mesure et les essais;
— la commande;

— les laboratoires;

Les matériels cités ci-

a) Matériels éle

& commande

Matériels~servanf\a commander une ou plusieurs valeurs de sortie spécifiques, chacune de
ces grandeurs_étant déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale
ou a distance, o4 par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie comprend les
matériels de mesure et de commande dans les processus industriels (IPMC), tels que

— les régulateurs et contréleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systémes (centralisés ou spécialisés);
— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;

— les instruments de processus;

— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.

c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contréler ou d'analyser des substances, ou
servant a préparer diverses matiéres.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/94e52752-39e7-4dd4-9f3f-fb02e582a598/iec-61326-2002

- 14 - 61326 © CEI:2002

Cette norme s’applique aux
— matériels utilisés sur les sites industriels;

— matériels utilisés dans les laboratoires ou dans les zones d’essai et de mesure en
environnement électromagnétique contrélé;

— matériels d’essai et de mesure portatifs et alimentés par batterie ou par le circuit mesuré.

Ces matériels peuvent également étre utilisés dans d'autres endroits que les laboratoires.

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'app
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pg
datées, la derniere édition du document de référence s'applique
amendements).

ation du présent
&férences non
éventuels

21 Normes générales

CEI 60050(151):2001, Vocabulaire Electrotechnique Inte
Dispositifs électriques et magnétiques

Chapitre 151:

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique (Infernationa
Compatibilité électromagnétique

1) — Chapitre 161:

CEI 61010 (toutes les parties), Regles Scurité s appareils électriques de mesurage, de
régulation et de laboratoire

CEIl 61557 (toutes les parti ScUKité\ é 1 tans les réseaux de distribution basse
tension de 1 000 V c.apNet

IEEE 1284:1994,
interface for pers

CEIl 61000-4-2:1995,"Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-2: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux décharges électrostatiques — Publication fondamentale
en CEM

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai
et de mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves — Publication
fondamentale en CEM

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-5: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d'immunité aux ondes de choc

1) Ces publications ne sont disponibles qu'en anglais.
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CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d'essai
et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-8: Techniques d’essai
et de mesure — Essai d’immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau — Publication
fondamentale en CEM

CEl 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques

d'essai et de mesure — Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bréves et variations
de tension

2.3 Normes relatives aux émissions

CEIl 61000-3-2:2000, Compatibilite électromagnétique (CEM) — Partie 3
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les apparei A par phase)

CISPR 11:1997, Appareils industriels, scientifiques g 3 3/ fréquence radio-
électrique — Caractéristiques de perturbations électfomagnétiq nites et méthodes de
mesure

CISPR 14-1:2000, Compatibilité électro sspour les appareils électro-

CISPR 16-1:1999, Spécifications des mé ppareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de I'immunité aux j radjoélectriques — Partie 1. Appareils de

CISPR 16-2:1996, Sp
radioélectriques
I'immunité

et méthodes de mesure des perturbations
\, Méthodes de mesure des perturbations et de

CISPR 22:1997,
radioélectriques

de l'information — Caractéristiques des perturbations
g de mesure

Pour les besa e |27 présente Norme internationale, les définitions données dans la
guent conjointement avec les définitions suivantes.

D'autres définitions, qui ne se trouvent ni dans la CEI 60050(161) ni dans la présente norme
mais qui sont néanmoins nécessaires a l'application des différents essais, sont données dans
les publications fondamentales en CEM.

3.1

essai de type

essai effectué sur un ou plusieurs échantillons de matériel (ou de parties de matériel) réalisés
selon une conception particuliére pour vérifier que la conception et la construction répondent a
une ou plusieurs prescriptions de la présente norme. L'échantillonnage statistique n'est pas
nécessaire pour les matériels de mesure, de commande et de laboratoire

NOTE La définition ci-dessus est une extension de la définition VEI 151-04-15 permettant de couvrir les
prescriptions relatives a la conception et a la construction.
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3.2

acceés

interface particuliére du dispositif ou du systéme spécifique concerné par la présente norme
avec l'environnement électromagnétique extérieur (voir a la figure 1 un exemple de matériel en
essai (EST))

NOTE Les accés E/S sont des accés d'entrée, de sortie ou bidirectionnels, de mesure, de commande ou de données.

Acceés par l'enveloppe

Acces par I'alimentation c.a. Acces par la borne de terre

EST
Acces par I'alimentation c.c Acceés BEAS~_

IEC 19/98

Figure 1 — Exemples d'acceés

3.3

acces par I'enveloppe
frontiere physique d'un matériel a travers laquelle
rayonner ou sur laquelle ils peuvent venir buter

3.4

appareils de classe A
appareils prévus pour étre utilisés dans™t
tiques et autres que ceux qui sont

[CISPR 11, 4.2]

3.5
appareils de classe B

3.7
sites industriels

sites caractérisés par la présence d’un réseau séparé de distribution électrique, alimenté dans
la plupart des cas par un transformateur haute ou moyenne tension, destiné a fournir I’énergie
a des installations alimentant les usines de fabrication ou similaires, avec I'une ou plusieurs
des conditions suivantes:

— commutation fréquente de fortes charges inductives ou capacitives;

— intensités et champs magnétiques associés importants;

— présence d’appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) (par exemple poste de
soudure)

3.8

laboratoire ou zone d’essai et de mesure

zone qui est spécifiquement consacrée a I'analyse, I’essai et I'entretien. Il faut que le matériel
rentrant dans ce champ soit utilisé par du personnel qualifié
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